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Przenosna ‘glowica ;pomiarowa do ppomiaru grubosci lub gramatury
przy uzyciu promieniowania beta
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Przedmiotem wynalazku jest przeno$na glowica
pomiarowa, sluzgca do pomiar6w gramatury lub
grubo$ci przy uzyciu promieniowania beta. Urzg-
dzenie przeznaczone jest w szczegblno$ci do pomia-
réw materiatéw takich, jak: papieru, cerat, tkanin,
folii z twerzyw sztucznych, skér itp.

Znane dotychczas przeno$ne urzadzenia pomia-
rowe sluzgce do pomiaré6w gramatury lub grubosci
przy uzyciu promieniowania beta, w zalezno$ci od
przeznaczenia i przyjetej metody pomiaru wyposa-
zone s3 w glowice pracujgce w oparciu o metode
absorpcyjng wzglednie o metode odbiciowg. Dla
kazdej z powyzszych metod pomiarowych konstruo-
wane sg cddzielnie glowice pomiarowe.

Z dotychczasowych praktycznych zastosowan tego
typu glowic wynika, Ze do pomiaru grubo$ci lub
gramatury szerokich folii rozpietych na rolkach
z dala od metalowych konstrukcji korzystnie jest
stosowaé glowice pracujgce w oparciu o metode od-
biciowa. ‘

Natomiast w przypadku wykonywania takich po-
miarébw materialdw o niewielkiej  szerokoSei np.
tasmy lub na brzegu arkusza w bezpoSrednim sg-
siedztwie metalowych konstrukcji maszyny wiek-
szg dokladno$§¢ pomiaru mozna uzyskaé stosujgc
glowice pracujaca w oparciu o metode absorpcyjng.
W praktyce przemyslowej wystepuja bardzo zréz-
nicowane warunki pomiar6w jak réwniez duza réz-
norodno$¢é ksztaltu badanego materialu w réznych
fazach produkcji.
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Dla zapewnienia wtasciwej dokladno$ci omawia-
nych urzadzehi w okreSlonych warunkach koniecz-
nym jest stosowanie réznych glowic pracujacych w
oparciu o metode absorpcyjng lub odbiciows, co
zwigksza koszty urzgdzenia.

Celem wynalazku jest usuniecie tej niedogodno$ci
przez skonstruowanie jednej glowicy pomiarowej,
przy uzyciu ktérej mozliwe bedzie dokonanie po-
miaru gramatury lub grubo$ci zar6wno metoda
absorpcyjng jak réwniez metodsa odbiciowa.

Istota urzadzenia wedlug wynalazku polega na
tym, zZe urzadzenie pomiarowe posiada glowice po-
miarowg wspblng dla odbiciowej i absorpcyjnej me-
tody pomiarowej. Glowica ta wyposazona jest w
nakladke odbijajgca, ki6éra stanowi podloze odbija-
jace dla absorpcyjnej metody pomiaru.

Zaletg urzadzenia wedlug wynalazku jest mozli-
wosé zastcsowania go do pomiaréw réznorodnych
materiatéw w réznych fazach i warunkach produk-
cji, oraz zapewnienie optymalnej doktadnosci po-
miaru przez zastosowanie tylko jednej glowicy po-
miarowej. .

Przedmiot wynalazku jest przedstawiony w przy-
kladzie wykonania na rysunku, na ktérym fig. 1
przedstawia widok z boku glowicy pomiarowej
przystosowanej do pomiaru absorpcyjnego, zas fig. 2

przedstawia widok z boku tej samej glowicy przy-

stosowanej do pomiaru metods odbiciowy. Glowica
pomiarowa wedlug wynalazku sklada sie z korpu-
su 5, wewnatrz ktérego znajduje sie odpowiednio
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usytuowane radioizotopowe Zr6dlo promieniowania
beta 7 oraz detektor promieniowania 3. Sygnal po-
miarowy z detektora 3 podawany jest do elektro-
nicznego ukladu pomiarowego 6, ktéry wyposazo-
ny jest w czlon zasilania, regulacji itp. oraz wskaz-
nik 8 warto$ci mierzonej gramatury lub gruboS$ci.
Do czolowej czeSci korpusu glowicy & umocowana
jest nakladka odbijajgca 1, stanowigca podtoze od-
bijajace dla absorpcyjnej metody pomiaru. Mate-
rial mierzony 9 wprowadzany jest w szczeline po-
miarowg 2 pomiedzy nakladke 1 a czolowa plasz-
czyzne korpusu glowicy 5. Uchwyt glowicy 4 utat-
wia obslugujgcemu postugiwanie sie glowicg w cza-
sie pomiaru przez odpowiednie usytuowanie glowi-
cy w stosunku do poloienia mierzonego materiatu.

Przy pomiarze metoda absorpcyjng wigzka pro-
mieniowania wyslanego przez radioizotopowe Zrédlo
7 przechodzi przez znajdujgcy sie w szczelinie po-
miarowsj 2-mierzony materiat 9, ktéry pochlania
cze$é tego promieniowania. Pozostala cze§é promie-
niowania ulega rozproszeniu i odbiciu od nakladki
odbijajacej 1, przy czym korzystnie jest wykonaé
nakladke odbijajacg 1 z materialu o stosunkowo
duzej liczbie atomowej Z. Odbita od nakladki 1
cze$¢ promieniowania przechodzi powtérnie przez
mierzony material 9, gdzie jest znbéw cze§ciowo
przez niego pochlonieta, za§ reszta promieniowania
odbitego trafia do detektora 3. Oslabienie wigzki
promieniowania zalezne jest od gramatury lub gru—
bosci mierzonego materiatu.
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Dokonujgc pomiaru metoda odbiciows nalezy zde-
montowaé nakladke odbijajaca 1, a czolows plasz-
czyzne korpusu glowicy 5 przylozyé do mierzonego
materialu 9. W tym przypadku wigzka promienio-
wania emitowana przez Zrédlo 7, po czeSciowym
rozproszeniu, a gl6wnie po odbiciu od mierzonego
materialu 9 przenika do detektora 3 wywolujac w
nim sygnat zalezny od gramatury lub grubo$ci ma-
teriatu 9. Uklad elektroniczny 6 zawierajacy m.in.
wskaZnik 8 jest wsp6lny dla obu metod pomiaro-
wych.

Pokazana na rysunku geometria pomiaru moze
byé zastagpiona wersja kilku Zrédet i kilku detekto-
ré6w wzglednie zastosowana moze byé komora
z umieszczonym w jej Srodkowej czeSci Zrédlem
promieniowania beta. Nakladka odbijajaca 1 moze
mieé poszerzony lub wydluzony koniec szczeliny
pomiarowej 2 pozwalajacy na umieszezenie w nim
nadmiaru mierzonego materiatu 9.

Zastrzezenie patentowe

Przeno$na glowica pomiarowa do pomiaru gru-
bosSci lub gramatury przy uZyciu promieniowania
beta wyposazona w Zrédio promieniowania i detek-
tor mmiesziczony po tej samej stronie mierzonego
matertialu, znamienna tym, ze ghlowica [pomtarowa
(5) wispélna dla odbiciowej i absornpcyjnej metody
pomiaru wyposazona jest w mnakladke odbijajaca
(1) stamowigca podboze odbijajgoe dla absombqy]mej
metody pomiaru.
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Fig. 2
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